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データセンタ向けTaOX ReRAMストレージの信頼性ばらつきを考慮した近似計算ストレージを

提案する[1]。図 1はストレージアプリケーション[2]の書き替えに起因し，TaOX ReRAMセルの信

頼性がばらつくことを示す。ReRAM セルの書き換え回数を平滑化するウェアレベリング 

(Wear-leveling, Wear/L) をしない場合，ストレージアプリケーションによる ReRAM セルの書き換

え回数不均一性を有する。したがって，ストレージシステム起因および ReRAM デバイス起因の

ばらつきを組み合わせることにより，主要な ReRAMセルの BER を削減できる。 

図 2 のように，従来のコンピューティングはエラーを許容せず，最悪のエラーをターゲットに

設計する。一方で機械学習アプリケーションの一つである画像認識は，1-10%の ReRAMセルエラ

ーがあってもその認識率は変わらない[3]。提案の Variability-Aware Approximate Computing (V-AC) 

は信頼性をキーとして，ReRAMストレージのシステム，回路，デバイスを協調設計する。さらに

ストレージアプリケーションの特性によって，TaOX ReRAMに引き起こされるエラーメカニズム

が異なる。提案した V-AC は，アプリケーションに起因する TaOX ReRAMセルのばらつきを許容

し，アプリケーション特性によって異なるストレージコントローラによる解決手法を提案する。

この結果，ReRAMストレージのストレージ性能，エネルギー，チップ面積が向上する。 
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図1 ストレージアプリケーションに起
因するTaOX ReRAMセルエラー

図2 従来のコンピューティングおよび提案する Variability-aware 

Approximate Computing (V-AC) のターゲット
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